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KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Zaawansowane metody badania struktury i wtasciw. materiat. 1010252211010237748
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogdlnoakademicki, praktyczny)

Inzynieria Materialowa - studia Il stopnia (brak) 1/1

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
- polski obligatoryjny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
Il stopien stacjonarna
Godziny Liczba punktow
Wyktady: 1 Cwiczenia: - Laboratoria: 1  Projekty/seminaria: - 3
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogdlnouczelniany, z innego kierunku)
(brak) (brak)

Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)
nauki techniczne 3 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

dr hab inz. Jarostaw Jakubowicz, prof. nadzw.
email: jaroslaw.jakubowicz@put.poznan.pl
tel. 61 665 3781

Wydziat Budowy Maszyn i Zarzadzania

ul. Piotrowo 3 60-965 Poznan

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetencji spotecznych:

. podstawowa z nauki o materiatach, fizyki
1 Wiedza:
L. . . | logicznego myslenia, korzystania z informacji pozyskiwanych z biblioteki i Internetu
2 Umiejetnosci:
3 Kompetencje | rozumienie potrzeby uczenia sig i pozyskiwania nowej wiedzy
spoteczne

Cel przedmiotu:
Poznanie zaawansowanych metod badania struktury i wtasciwosci materiatow

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. Student powinien scharakteryzowa¢ metody mikroskopii skanujgcej sondg mechaniczng i wykorzystujgce zjawisko
fluorescencji. - [K_WO01,K_WO03,K_W10]

2. Student powinien scharakteryzowaé metody fizyczne badania powierzchni i struktury materiatéw, wykorzystujace wigzke
elektronéw, neutronéw, fotondéw i jonow. - [K_WO01,K_W03,K_W10]

3. Student powinien scharakteryzowaé metody nanoindentaciji powierzchni materiatéw. - [K_WO03,K_W10]

Umiejetnosci:

1. Student potrafi zastosowa¢ zaawansowane metody mikroskopowe do badania materiatow -
[K_U01,K_U03,K_U08 ,K_U09,K_U10,K_U19]

2. Student potrafi dobra¢ metody zarysowania powierzchni - [K_U01,K_U03,K_U08,K_U09,K_U10,K_U19]

3. Student potrafi zaplanowa¢ w procesie badawczym wykorzystanie zaawansowanych metod fizycznych -
[K_U01,K_U03,K_U08, K_U09,K_U10,K_U19]

Kompetencje spoteczne:

1. Student potrafi wspotpracowaé w grupie - [K_KO03]
2. Student jest Swiadomy roli sprawdzania jakosci materiatow we wspotczesnej gospodarce i dla spoteczenstwa - [K_K02]

Sposoby sprawdzenia efektéw ksztatcenia
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Wyktad: Zaliczenie na podstawie kolokwium sktadajgcego sie z 5 pytan ogdinych (zaliczenie w przypadku poprawnej
odpowiedzi ha min. 3 pytania: <3 ? ndst, 3 ? dst, 3,5 ? dst+, 4 ? db, 4,5 ? db+, 5 ? bdb) przeprowadzane na koniec semestru.

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu tresci kazdego wykonywanego ¢wiczenia
laboratoryjnego, sprawozdanie z kazdego ¢éwiczenia laboratoryjnego wg wskazan prowadzacego ¢wiczenia laboratoryjne. Aby|
uzyskac zaliczenie laboratoriéw wszystkie éwiczenia muszg by¢ zaliczone (ocena pozytywna z odpowiedzi i sprawozdania).

Tresci programowe

Wyktad:

1.Podstawy teoretyczne mikroskopii SPM ? budowa i zasada dziatania mikroskopéw, metody STM, AFM, LFM, MFM, NSOM,
EFM, FMM, SCM.

2.Zastosowania SPM w obszarach techniki, medycyny i biotechnologii, modyfikacja powierzchni ? litografia i budowa
nanostruktur.

3.Mikroskopia fluorescencyjna ? budowa i zasada dziatania mikroskopow fluoresencyjnych i konfokalnych, przygotowanie
preparatéw, metody obrazowania, zastosowanie.

4. Mikroskopia jonowa, budowa i zasada dziatania mikroskopow 3DAP, zastosowanie; zastosowanie TEM i SEM w badaniach
preparatéw biologicznych.

5.0ddziatywanie czastek z powierzchnig; promieniowanie synchrotronowe, neutronografia, metody badania powierzchni
oparte na bombardowaniu jej elektronami, jonami, fotonami.

6.Metody nanoindentacji ? budowa i zasada dziatania, metody badania wtasciwo$ci mechanicznych poprzez wykonanie
odcisku, zarysowania i uderzenia, przyktadowe zastosowania.

7.Laserowy system okreslania wielko$ci nanoczastek.
8.Wysokorozdzielcze metody analizy chemiczne;j.

9.Analityczna elektronowa mikroskopia transmisyjna.
Laboratorium:

1.Zastosowanie AFM w badaniu zgtadéw metalograficznych.
2.Analiza komputerowa obrazéw z mikroskopow AFM, STM i MFM.

3.Pomiary twardosci i wspotczynnika intensywnosci naprezen z wykorzystaniem sterowanego komputerowo
twardosciomierza.

4.Analiza struktury i sktadu fazowego materiatéw z wykorzystaniem bazy danych krystalograficznych XRD.
5.Metody badania absorpcji/desorpcji wodoru oraz fadowania/wytadowania elektrod.

6.Przyktady zastosowan SEM/EDS dla potrzeb przemystu.

7.Pomiar twardos$ci przy matych obcigzeniach.

Literatura podstawowa:

1. A. Ole$, Metody doswiadczalne fizyki ciata statego, WNT, Warszawa 1998

2. A. Szaynok, S. Kuzminski, Podstawy fizyki powierzchni pétprzewodnikéw, WNT, Warszawa 2000
3. M. Subotowicz - Metody do$wiadczalne w fizyce ciata statego, UMCS, Lublin 1976

4. R.W. Kelsall, .W. Hamley, M. Georghegan, Nanotechnologie, PWN, Warszawa 2008

Literatura uzupetniajaca:

1. C. Kittel, Wstep do fizyki ciata statego

2. http://www.tmmicro.com/tech/index.htm

3. http://www.tmmicro.com/links/spmlinks.htm

4. M. Jurczyk, Nanomaterialy, wybrane zagadnienia, WPP 2001

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Czynnosé Czas (godz.)

Obciazenie praca studenta

forma aktywnosci godzin ECTS
taczny naktad pracy 30
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 15
Zajecia o charakterze praktycznym 15
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